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Mediante la técnica de congelamiento-fractura (CF) se obtienen replicas metélicas (Pt/C; 0,1
mm) de materiales fracturados que observadas al microscopio electronico de Transmision
(MET), y a una resolucion relativamente media (30A), presentan apariencias topograficas.
Los datos aportados por este método lograron avances importantes en la comprension de la
arquitectura celular y en los sistemas de membranas. Sin embargo, la nanometria clasica
aplicada a este tipo de imagenes se ha limitado al analisis de imagenes planas (x,y). La
importancia en la realizacion de estudios de estas muestras, desde el punto de vista
tridimensional, a resolucion nanometrica en los ejes X,y,z, y el alcance de la microscopia de
fuerza atémica como perfilometro de alta resolucion, nos llevo a plantearnos como objetivo el
utilizar sus facilidades para cuantificar los perfiles de rugosidad de replicas obtenidas de
fracciones liposomales de sistema nervioso central de vertebrado como modelo de estudio. Estas
fueron fijadas en solucidn de glutaraldehido, crioprotegidas con solucidn de glicerol, congeladas
y fracturadas con un equipo de criofractura (Balzers). Posteriormente, con el empleo de la
microscopia de fuerza atémica por el modo contacto en areas de replicas de 500um x 500um, y
se pudieron obtener valores promedios de perfiles de rugosidad con picos de altura con valores
promedios y profundididades coincidente con los datos aportados por CF en TEM. Sugiriendo
un método a resolucion nanometrica en los parametros X, v, z.



